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Udzielono z mocą od dnia 6 grudnia 1947 r.

Lupa pomiarowa według wynalazku jest prze¬
znaczona do dokonywania pomiarów rzędu dzie¬
siętnych lub setnych milimetra w przypadku, gdy
inne znane przyrządy pomiarowe, mikromierz
lub suwmiarka, nie mogą być stosowane z uwa¬
gi na rodzaj przedmiotu mierzonego lub tpż ze
względu na warunki, w jakich pomiar ma być
przeprowadzany^

Lupa ta pozwala na mierzenie przedmiotów,
umiejscowionych wewnątrz ciał lub płynów prze¬
źroczystych lub w zagłębieniach powierzchni
ciał stałych, ,albo 'przedmiotów odkształcających
się na skutek ucisku mikromierza lub suwmiarki.

Lupa według wynalazku jest przedstawiona
na rysunku.

Składa się ona z dwu lup A i B płaskowy-
pukłych, o równych lub różnych długościach og¬
niskowych, i podziałki pomiarowej C, umieszczo¬
nej na jednej z tych lup.

Lupy A i B są wykonane ze szkła jednolite¬
go, przy czym ich powierzchnie wypukłe mogą
posiadać kształt sferyczny, paraboliczny lub cy¬
lindryczny .Przy odmiennej konstrukcji każda
z lup może być wykonana z dwu elementów, to

jest szklanego prostopadłościanu i cienkiej so¬
czewki zbierającej, sklejonych ze sobą na stałe.

Lupy A i B odwrócone względem siebie o 180°
i złożone ze sobą płaskimi ściankami E stano¬
wią układ optyczny, w którym płaszczyzna og¬
niskowa lupy B znajduje się powyżej płaszczyz¬
ny ogniskowej lupy A.
Lupk A daje powiększony obraz przedmiotu

P, umieszczonego w jej płaszczyźnie ogniskowej,
a lupa B powiększony obraz.skali pomiarowej Ć,
umieszczonej w płaszczyźnie ogniskowej tej lu¬
py. Obydwie lupy przylegają do siebie swoimi
płaskimi ściankami E i oko umieszczone na prze¬
dłużeniu płaszczyzny przechodzącej przez po¬
wierzchnię zetknięcia obu lup w bezpośredniej
bliskości płaskiej ścianki D lupy A widzi równo¬
cześnie powiększony obraz w nieskończoności
przedmiotu P oraz obraz podziałki pomiarowej
C.

Oko widzi tylko te przedmioty, które są u-
mieszćzone w płaszczyźnie ogniskowej lupy A,
wszelkie zaś inne przedmioty, nie leżące w płasz¬
czyźnie ogniskowej, dają obrazy nieostre lub dla
oka niewidoczne.



Zastrzeżenia patentowe

Lupa pomiarowa, znamienna tym, że składa
się z dwu lup (A, B) płaskowypukłych o jed¬
nakowych lub różnych ogniskowych, których
powierzchnia wypukła jest sferyczna, para¬
boliczna lub cylindryczna i które są odwró¬
cone względem siebie o 180° i złożone ze so¬
bą ich płaskimi ściankami (E), przy czym w

płaszczyźnie ogniskowej lupy (B), wykonana
jest skala pomiarowa (C).

2. Lupa według zastrz. 1, znamienna tym, że
płaszczyzna ogniskowa, w której umieszczona
jest skala pomiarowa, znajduje się powyżej
płaszczyzny ogniskowej, w której znajduje
się przedmiot mierzony.

Piotr Wojciechowski
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